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В теории измерительно-вычислительных систем (ИВС) [1] рассмат-
ривается модель [A, Σ] измерения, выполненного по схеме

ξ = Af + ν, (1)

в которой f ∈ Rm —измеряемый сигнал, A : Rm → Rn —линейный опе-
ратор, моделирующий измерительный прибор, ν — случайный элемент
Rn с математическим ожиданием Eν = 0 и ковариационным операто-
ром Σ : Rn →Rn, определенным равенством Σx = Eν(x, 0), x ∈ Rn.

Пусть Πk : Rm → Rk — ортогональный проектор на k-мерное линей-
ное подпространство Lk ⊂ Rm и

inf
R:Rn→Lk

sup
f∈Rm

E‖Rξ −Πkf‖2 < ∞.

Определение 1. Эффективным рангом модели [A, Σ] называется функ-
ция ρ(ε), значение которой равно максимальной размерности ортого-
нальной составляющей f , которую можно оценить со с.к. погрешностью,
не превосходящей ε:

ρ(ε) = max{k, h(Πk) 6 ε}, ε > 0, (2)

Определение 2. Эффективной размерностью данных измерений, в том
числе выполненных по схеме (1), называется функция ζ : [0,∞) →
→ {1, 2, . . .}, значение ζ(ε) которой равно минимальной размерности ли-
нейного подпространства R(ε) ⊂ R ортогональных составляющих изме-
рений, которые приближают измерения с погрешностью, не превосходя-
щей заданного значения ε > 0 [1].

В докладе понятия эффективного ранга модели и эффективной раз-
мерности данных измерений применены для построения оптимального
вейвлет-представления [2] данных измерений и их редукции.
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